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“PROCESSO PARA A INSPECAO DA SUPERFICIE DE UM CORPO
CILINDRICO”.

Campo técnico

A presente inven¢do se relaciona com um processo para a
inspegdo da superficie de um cilindro siderurgico, e mais
geralmente de um corpo cilindrico. Do mesmo modo ela se
relaciona com um dispositivo para implementar este
processo.

Técnica anterior

Existem numerosas aplicagdes na industria nas gquais o
estado da superficie de uma ferramenta de fabricagdo pelo
menos parcialmente determina a qualidade do produto
fabricado. Um caso particular extremamente importante é
aquele da fabricagdoc de tiras de acgo, o acabamento
superficial das quais depende em uma grande extensdoc do
estado da superficie dos «cilindros de trabalho do
laminador.

No decorrer da laminacdo, de fato, a superficie dos
cilindros de trabalho progressivamente se deteriora
devido & oxidacgdo, incrustagdo de particulas de O6xido,
trincamentc devido a choques térmicos ou de fato o
rasgamento de peliculas metdlicas sob o efeito de tensdes
superficiais. E importante portanto inspecionar a
superficie de cilindros siderudrgicos regularmente,
especialmente a superficie dos «cilindros de trabalho
inferiores das primeiras gaiolas de acabamento, gque se
desgastam particularmente rapidamente.

Inicialmente, a inspecdo da superficie dos cilindros
consistia em um simples exame visual por um operador
quando ele vinha substituir os cilindros de trabalho. Em
certos casos, 1nspecdes intermedidrias eram requeridas,
devido & presenga de defeitos nas tiras laminadas, por
exemplo. Era entdo necessario parar o laminador e algumas
vezes até mesmo remover os cilindros. Estas paradas néo
programadas intermedidrias gastam um bocado de tempo e
impdem uma perda de produtividade. Aparte desta

desvantagem, a natureza subjetiva de tais inspecdes
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visuais ndo mais atende os requisitos atuais de
confiabilidade, reprodutibilidade e rapidez.

Processos e dispositivos para inspecionar a superficie de
cilindros sideridrgicos sdo, claro, Jj& conhecidos na
técnica anterior, em particular por meio de céameras
equipadas com meios de iluminagdo e dispostas proéximas
aos cilindros a serem inspecionados. Falando geralmente,
entretanto, os sistemas conhecidos tém a desvantagem de
inspecionar a superficie em uma diregao fixa.

Para a inspegdo de wuma superficie ser executada
satisfatoriamente, ela deve idealmente ser realizada de
uma maneira especular, isto é, a direc¢do da inspegdo deve
ser perpendicular & superficie no ponto de observagao. No
caso de superficies tais como aquelas de cilindros
siderirgicos, inspecdo em uma direcdo fixa rapidamente
perde qualquer aspecto especular possivel que ela poderia
ter inicialmente tido uma vez que os didmetros dos
cilindros diminui devido as operag¢des de endireitamento
na superficie do cilindro, que sdo pretendidas a eliminar
os defeitos que apareceram em sua superficie.

Apresentagdo da invencdo

A presente invencdo objetiva resolver esta desvantagem
propondo um processo para melhorar a inspecgao da
superficie de um cilindro siderGrgico, o gqual leva em
consideragdo o didmetro deste cilindro e o qual permite
manter uma 1inspe¢do especular sobre toda a faixa de
variagdo do didmetro do cilindro. Para esta finalidade, a
invengdo propde um pProcesso  que permite ajustar
relativamente a inclinag¢do do eixo 6ptico do sistema de
inspegao em relagdo a normal a superficie do cilindro no
ponto de observagao, e conseqguentemente levar em
consideragao uma modificagcdo no didmetro guandc um
cilindro é trocado. Tal troca de cilindro usualmente
ocorre varias vezes ao dia, e o didmetro do novo cilindro
colocado no lugar é geralmente diferente dagquele do
cilindro que foi substituido. Existe atualmente uma

necessidade de ser capaz de adaptar a orientagao do
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sistema de inspecdo como uma funcdo do didmetro do
cilindro.

De acordo com a presente invencdo, um processo para a
inspegdo da superficie de um cilindro siderirgico, no
qual pelo menos uma zona da citada superficie é observada
por meio de um dispositivo de inspegdo tendo um eixo
6ptico orientado contra a citada zona da superficie com
uma visdo para determinar o estado da superficie do
citado cilindro, é caracterizado pelo fato de pelo menos
uma imagem da citada zona fornecida pelo citado
dispositivo de inspegdo ser capturada, pelo fato de menos
uma das citadas imagens capturadas ser analisada, pelo
fato de a andlise da citada imagem ou imagens capturadas
ser comparada com a andlise de uma imagem de referéncia,
pelo fato de as diferengas entre a anadlise da imagem ou
das citadas imagens capturadas e a andlise da citada
imagem de referéncia serem detectadas, e pelo fato de
pelo menos a orientagdo do citado eixo Optico ser
ajustada de modo a pelo menos reduzir e preferivelmente
eliminar as citadas diferencas.

Dentro deste contexto, a 1imagem da zona observada
capturada pelo dispositivo de inspegdo pode ser analisada
por qualgquer método apropriado com uma visdo para
compara-la com uma imagem de referéncia.

De acordo com uma configuragdo particular, a orientagdo
do eixo ©&éptico do dispositivo de inspec¢do direcionado
contra a =zona da superficie a ser inspecionada ¢é
progressivamente variada, a citada zona é observada para
cada posigao do citado eixo ©6éptico por escaneamento
paralelo a diregdo do eixo geométrico do cilindro, uma
imagem da citada zona constituida por linhas paralelas a
diregao do eixo geométrico do cilindro é formada, o valor
médio do nivel de cinza de cada uma das citadas linhas da
ilmagem é determinado, um perfil dos citados niveis de
cinza €& extraido, cada um dos citados perfis assim
extraido €é comparado com um perfil de referéncia

correspondente a uma inclinagdo correta do eixo &éptico, e
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a 1nclinagdo do eixo Optico é modificada para corrigir
quaisquer diferengas observadas entre os citados perfis
asgsim extraidos e o citado perfil de referéncia.

De acordo com uma configuragdo preferida, a orientag¢do do
eixo Optico do dispositivo de inspegdo dirigido contra a
zona da superficie a ser inspecionada é progressivamente
variada, a citada zona é observada para cada posigdo do
citado eixo éptico por escaneamento paralelo a diregdo do
eixo geométrico do cilindro, uma imagem da citada zona
constituida por linhas paralelas & diregdo do eixo
geométrico do cilindro é formada, o valor médio do nivel
de cinza de cada uma das citadas linhas da imagem &
determinado, um perfil dos citados niveis médios de cinza
&€ extralido, a posigdo de um tamanho caracteristico do
perfil correspondente a cada imagem é determinada, e a
inclinagdo do eixo 6ptico é ajustada & posigdo na qual a
posigdo do citado tamanho caracteristico do citado perfil
€ igual a ou préxima do tamanho caracteristico
correspondente a uma imagem para a qual a reflexdo é
especular no centro da imagem.

No sentido do presente pedido de patente, o citado perfil
é preferivelmente transversal, isto é, extraido em uma
diregdo perpendicular & direcdo de escaneamento da
imagem.

0 tamanho caracteristico do citado perfil pode
vantajosamente ser o valor do maximo ou do centro de
gravidade deste perfil, por exemplo.

De acordo com um aspecto adicional, o nivel médio de
cinza de uma linha da imagem €& determinado medindo o
nivel de cinza em um nUmero predeterminado de pontos,
preferivelmente em cada um dos pontos da linha, e
calculando o wvalor médio dos niveis de cinza medidos
nestes pontos da linha.

O nivel de cinza em um ponto & vantajosamente medido com
referéncia a uma escala predeterminada, por exemplo uma
escala incluindo 256 niveis de cinza entre preto absoluto

e branco absoluto, também referida como saturacdoc de
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branco.

O nivel mais alto de «cinza €é considerado a ser
correspondente a reflexdo especular do feixe de luz de
inspeg¢do, a posig¢do do tamanho caracteristico no perfil
do nivel médio de cinza indicard a inclinagdo do eixo
6ptico que corresponde a esta reflexd3o especular, e
consequentemente também & posigdo do ponto de reflexdo
especular na zona observada.

A inclinagdao do eixo ©Oéptico pode ser ajustada por
qualquer método apropriado.

De acordo com uma primeira possibilidade, a inclina¢do do
eixo 6ptico pode ser ajustada por meio mecdnico pivotando
o dispositivo de inspeg¢do ou uma parte do Ultimo sobre um
eixo paralelo ao eixo geométrico do cilindro a ser
observado.

Uma outra possibilidade consiste em ajustar esta
inclinagdo por meios O&6pticos. Em particular, o feixe de
luz do dispositivo de inspecdo ou da cémera pode ser
desviado por um sistema mdvel, um conjunto de espelhos ou
prismas, por exemplo, permitindo a inclinagdo do feixe de
luz saindo ser modificada.

Claro, a inclinagdo do eixo O&6ptico pode ser manualmente
ajustada com base nos resultados da andlise de imagem
explicada acima. O ajuste da inclinagdo do eixo ©optico
também pode ser vantajosamente executado automaticamente,
com base na andlise das imagens da zona observada.

Até agora, referéncia foi feita como a uma superficie de
inspegdo executada por reflexdo especular, isto €&,
perpendicularmente a superficie no ponto de observagao.
isto &, claro, uma situagdo ideal, na qual o eixo éptico
do dispositivo de inspeg¢d@o coincide com a normal &
superficie no ponto de observagdo. Na pratica, a reflexdo
pode ainda ser considerada a ser especular se as duas
diregdes mencionadas acima estiverem em um angulo muito
pequenoc uma em relagdo & outra, tipicamente menor gque
0,25° para cilindros com um did&metro da ordem de 750 mm.

Se este angulo aumenta, a reflexdo se torna difusa, isto
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sendo traduzido em uma grande redugdo na iluminag¢do do
detector do dispositivo de inspecao. Observagdo por
reflexdo difusa pode todavia fornecer informagdes
interessantes, melhorando, por exemplo, a visibilidade de
certos detalhes tais como defeitos superficiais.

Obter wuma 1magem gque pode ser usada no processo
mencionado acima requer que Varias condigdes sejam
atendidas em adigdo & orientagdo correta do eixo
geométrico de observag¢do. Existem, em particular, a
iluminac¢do da zona observada e a nitidez da imagem obtida
nesta zona.

De acordo com um segundo aspecto, a invengao se relaciona
com um dispositivo para a inspec¢do da superficie de um
corpo cilindrico e mais especialmente de um cilindro
sidertrgico, o qual inclui meios para ajustar a
inclinagdo do eixo Optico e o gual pode vantajosamente
também incluir meios para ajustar a focalizagdao do
dispositivo de inspeg¢d@o e meios para ajustar a iluminagao
da =zona observada e a sensibilidade do dispositivo de
inspecdo.

O meio para ajustar a inclinagdo do eixo &Sptico pode ser
puramente mecdnico, isto é meios gue garantam o
pivotamento simples deste eixo Optico sobre um eixo
paralelo ao eixo geométrico do cilindro.

Devido as condigdes ambientes em uma gaiola de laminador,
o dispositivo de inspegdo, geralmente uma camera, estéa
alojado em um alojamento selado e possivelmente
refrigerado a &agua. Este alojamento €& usualmente montado
em um trilho transversal, isto €& paralelo ao eixo
geométrico do cilindro.

Para garantir o pivotamento do eixo éptico do dispositivo
de 1inspegdo, este dispositivo pode, de acordo com a
invengao, incluir os seguintes elementos, separadamente
ou em combinagao:

- um alojamento fixo e meios para pivotar a camera dentro
do alojamento fixo;

- um alojamento pivotante, uma cémera fixa no citado
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alojamento, e meios para pivotar o citado alojamento -
junto com a camera - em relag¢do ao suporte do alojamento;
- um alojamento fixo em um suporte pivotante, uma camera
fixa no citado alojamento, e meios para pivotar o citado
suporte.

Em particular, a camera pode pivotar em um alojamento o
qual também pode pivotar, o pivotamento do alojamento
garantindo, por exemplo, um ajuste inicial relativamente
grosseiro e o pilvotamento da cédmera garantindo o ajuste
final preciso.

Os varios movimentos de pivotamento mencionados podem ser
conseguidos por meio de dispositivos apropriados,
especialmente cilindros pneumdticos montados entre um
ponto fixo e o membro (alojamento, camera, suporte) a ser
pivotado.

Vantajosamente, meios para medir e exibir a inclinagdo do
eixo 6ptico do dispositivo de inspecgdo, especialmente da
camera ou do alojamento e/ou de seu suporte, também sido
providos.

Em uma outra variante, os meios para ajustar a inclinagdo
do eixo Optico sdo meios &pticos ou uma combinagdo de
meios Opticos e mecdnicos, o0s meios mecdnicos sendo
reservados para ajuste grosseiro e os meios &6pticos para
ajuste preciso, por exemplo.

Nesta variante, todo o dispositivo de inspeg¢do, isto é o
suporte do alojamento, o prdprio alojamento e a cémera
sdao fixos.

No presente caso, o dispositivo de inspeg¢dao inclui um
sistema &ptico ajustavel, constituido de um conjunto de
espelhos e/ou prismas méveis, arranjados na trajetdria do
feixe de 1luz. O deslocamento deste sistema &ptico, por
translagdo ou por rotagdo, permite modificar a inclinacgdo
do feixe de 1luz emergindo da camera. A posigdo deste
sistema O&6ptico e portanto a orientacdo do feixe de 1luz
saindo & localizada por meios apropriados conhecidos na
técnica anterior.

De acordo com uma caracteristica adicional, o dispositivo
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de inspegdo inclui meios para ajustar a focalizagdo da
camera de tal modo a orientar imagens mais nitidas,
qualquer que seja o didmetro do cilindro. Este ajuste
pode ser executado imediatamente apds a troca do
cilindro, por exemplo.

A focalizagdo pode ser ajustada deslocando o dispositivo
de inspegdo ou camera em translagdo ao longo de seu eixo
6ptico. Para esta finalidade, o dispositivo pode serxr
provido com um mecanismo, p. e. um cilindro pneumdtico ou
uma barra roscada, o qual garanta deslocamento paralelo
do dispositivo de 1inspegdo ou cémera, dentro de seu
alojamento onde relevante.

Em uma outra configuragdo, a cédmera pode ser provida com
uma lente equipada com um dispositivo automatico de
focalizagao.

C ajuste de focalizagdo pode ser manualmente ou
vantajosamente automaticamente controlado com base na
andlise das imagens da zona observada.

C dispositivo de 1inspegdao ou camera também pode ser
vantajosamente equipado com um dispositivo para ajustar a
poténcia de iluminagdo associada com um dispositivo para
ajustar a sensibilidade da cémera.

No caso freguente de iluminagdo estroboscédpica, a faixa
dentro da qual a energia de cada pulso de luz pode ser
modificada é de fato geralmente insuficiente para
permitir o sistema ser wusado tanto para reflexdo
especular quanto para reflexd3o difusa. Além disso,
ficando dentro do contexto de iluminac¢do estroboscdpica,
O0s cilrcuitos para monitoramento automdtico do ganho da
cdmera ndo funcionam corretamente gquando a taxa de
repetigdo dos pulsos de iluminacdo & baixa.
Conseguentemente, o dispositivo de inspegdo da invengdo é
preferivelmente equipado com uma cdmera incluindo um
sistema para monitoramento remoto do ganho, que é além
disso conhecido na técnica anterior. Este monitoramento
pode adicionalmente ser executado manualmente por um

operador ou automaticamente com base na andlise de niveis
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de cinza das imagens da zona observada.

Descrigdo resumida dos desenhos

A invengdo serd agora descrita em maiores detalhes com
exemplos de configuragbes, as guais sao 1ilustradas
diagramaticamente pelos desenhos anexos, nos quais

A fig. 1 representa uma configuracdo de um dispositivo
mecdnico para ajustar a inclinagdo do eixo &ptico de um
dispositivo de inspecdo;

A fig. 2 representa uma configuragdo de um dispositivo
6bptico para ajustar a inclinagdo e/ou posigdo do eixo
6ptico de um dispositivo de inspecgdo; e

A fig. 3 mostra trés exemplos de perfis transversais de
niveis médios de cinza no sentido da presente invengédo.
Ndo foi mencionado gque estas ilustragdes somente incluem
os elementos requeridos para entender a invencgao.
Elementos idénticos ou similares s3o designados pelos
mesmos numerais de referéncia nas varias figuras.

Configuragdes da invencgao

Um dispositivo mecénico para ajustar a inclinag¢do do eixo
édptico de um dispositivo de inspegao foi
diagramaticamente representado na figura 1.

C dispositivo de inspecdo, representado agui tomado como
um todo pelc alojamento de protegdo 8, é montado em um
suporte fixo 2 formando parte de uma gaiola de laminador.
Sua capa direcionadora 3 é dirigida contra um cilindro
siderGrgico 4, isto é, por exemplo, um cilindro inferior
de uma gaiola de laminag¢do a quente.

Nesta configuracdo, o dispositivo de inspegdo & montado
no suporte fixo 2 por meio de mancais 5, somente um dos
quais é visivel na figura, de tal modo a ser capaz de
pivotar sobre um eixo paralelo ao eixo geométrico do
cilindro 4. O movimento de pivotamento do dispositivo de
inspegdo é aplicado por meio de um cilindro pneumé&tico 6
arranjado entre o suporte fixo 2 e o dispositivo de
inspegdo 1, por exemplo. Uma mola 7 arranjada no lado
afastado da articulagdo 5 em relagdo ao cilindro 6

permite amortecer o movimento de pivotamento do
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dispositivo de inspecao.

Um deslocamento do pistdo do cilindro 6 provoca um
pivotamento do dispositivo de inspeg¢do sobre o eixo dos
mancais 5 e conseqguentemente uma modificagdo da
inclinagdo do eixo Optico do dispositivo de 1inspegdo.
Esta modificagdo estd adaptada de tal wmodo a garantir
reflexdo especular na superficie de um cilindro novo (nao
mostrado) substituindo o atual cilindro 4.

A figura 2 representa um dispositivo &éptico para ajustar
a posigdo e/ou inclinacdo do eixo O&6ptico de um
dispositivo de inspegdo.

Aqui, a cémera 1 & montada em um alojamento selado 8, o
qual ¢é por sua wvez montado em um suporte fixo 2,
possivelmente via amortecedores de vibragcdo 9. De uma
maneira conhecida, a objetiva 11 da cémera 1 €é provida
com uma fonte de luz 10, e seu eixo O&6ptico é dirigido
contra o cilindro 4.

No mesmo lado que o cilindro 4, o alojamento 8 tem uma
capa direcionadora 3 se comunicando com o 1interior do
alojamento 8 por uma janela 12 provida na parede do
alojamento. Esta capa 3 se estende até dentro de uma
disté@ncia curta do cilindro 4, formando uma fenda
terminal 13. Existe um fluxo laminar 14, 15 de &gua
através da capa 3, garantindo, por um lado, gue a janela
12 esteja limpa e garantindo, por outro lado, protegdo
contra penetragdo de particulas através da fenda 13. Uma
visdo limpida e sem perturbagdes da superficie do
cilindro é assim garantida.

Dentro do alojamento 8, um primeiro espelho fixo 16
arranjado oposto a objetiva 11 desvia o eixo O&ptico
contra um segundo espelho pivotante 17 colocado ao nivel
da Jjanela 12. Este segundo espelho 17 desvia o eixo
6ptico através da janela 12 na direcdo do cilindro 4. A
rotagdo deste segundo espelho 17, que é controlada por um
galvanbmetro 18, permite modificar a orientacdo final do
eixo déptico para garantir reflexdo especular no cilindro

4 gquando o didmetro do dltimo muda.
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O tamanho do ajuste a ser feito para a inclinac¢d@o do eixo
6ptico depende da diferenca entre a reflexdo observada e
a reflexdo 6tima, que é idealmente especular, no ponto de
observag¢do. Na pratica, o ponto de observagdo estéa
localizado no meio de wuma =zona pequena observada na
superficie do cilindro. A imagem desta zona observada é
capturada e vantajosamente registrada pela camera 1.

Para determinar a posigdo correta do eixo ©&ptico, o
procedimento seguinte pode ser adotado.

Tendo ajustado o foco da lente e possivelmente a
iluminagao da superficie a ser inspecionada, a inclinagao
do eixo déptico é progressivamente modificada e, para cada
posigdo do citado eixo Optico, a imagem da zona observada
€ registrada. Para cada imagem, o perfil transversal dos
niveis médios de cinza de cada linha de escaneamento da
imagem €& extraido. Finalmente, a inclinag¢do do eixo
éptico é ajustada para a posigdo angular para a qual o
tamanho caracteristico selecionado deste perfil, p. e. ©
maximo ou o centro de gravidade, estd localizado no meio
da imagem da zona observada.

A figura 3 mostra exemplos de perfis deste nivel médio de
cinza.

As curvas (a), (b) e (¢) indicam a evolucdao dos N niveis
médios de cinza das linhas correspondentes a imagens,
como uma fungdo da posigdao h da linha na imagem,
considerada em uma diregdo perpendicular as citadas
linhas e contada a partir do fundo da imagem.

As curvas (a) e (c) indicam respectivamente que a melhor
reflexdo €é conseguida na parte inferior e na parte
superior, respectivamente da zona observada. As
inclinag¢des correspondentes ndo permitem observagdo
satisfatdéria da superficie do cilindro 4. Por outro lado,
a curva (b) expressa reflexdo especular na regido central
da zona observada, isto é boa distribuicdo do campo de
observacdo nesta zona.

O eixo Optico estard portanto idealmente posicionado

nesta inclinacao. Un dispositivo mecanico ou um



10

12

dispositivo &6ptico do tipo descrito acima poderia ser
usado para esta finalidade, por exemplo.

Na descrig¢do acima, foil tacitamente assumido que o eixo
o6ptico do dispositivo de inspegdo estava situado em um
plano perpendicular ao eixo geométrico do corpo
cilindrico e, mails especificamente ao eixo do cilindro
siderQrgico. Entretanto, isto ndo € uma condigao
obrigatdria ou restritiva, e a inven¢do do mesmo modo se
estende até o ajuste do citado eixo dptico com relagao a
um outro eixo geométrico, para corrigir um defeito de
perpendicularidade do citado plano com relagdo ao eixo

geométrico do corpo cilindrico por exemplo.
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REIVINDICACOES

1. Processo para a inspegdo da superficie de um corpo

cilindrico, no qual pelo menos uma zona da citada
superficie ¢é observada por meio de um dispositivo de
inspecdo (1) tendo um eixo déptico orientado em direcdo a
zona para determinar o estado de citada superficie, uma
imagem da zona fornecida pelo dispositivo de inspecdo (1)
é capturada e analisada, a andlise da imagem capturada
sendo comparada com a anadlise de uma imagem de
referéncia, as diferengas entre a andlise da imagem
capturada e a andlise da citada imagem de referéncia
sendo detectadas, pelo menos a orientacdo do citado eixo
6ptico é ajustada de modo a reduzir ou eliminar as

citadas diferencas, caracterizado pelo fato de: a

orientacdo do eixo 6ptico do dispositivo de inspecdo (1),
dirigido para a zona da superficie a ser inspecionada,
ser progressivamente variada e ajustada; a citada zona
ser observada para cada posig¢do do citado eixo éptico por
um escaneamento paralelo a direcdo do eixo geométrico do
cilindro; ser formada uma 1imagem da citada zona
constituida por linhas paralelas a direcdo do eixo
geométrico do cilindro; ser determinado um valor médio do
nivel de cinza para cada uma das linhas da imagem; ser
extraido um perfil dos nivels médios de cinza (a,b,c):;
cada um dos citados perfis (a,b,c) extraido sendo
comparado com um perfil de referéncia correspondente a
uma inclinacdo correta do eixo 6ptico, e a inclinacédo do
eixo oéptico sendo modificada para corrigir guaisquer
diferencas observadas entre os perfis (a,b,c) extraidos e
o citado perfil de referéncia.

2. Processo, de acordo com a reivindicacéo 1,

caracterizado pelo fato de, na etapa de comparacdo dos

perfis (a,b,c), extraidos com um perfil de referéncia
correspondente a uma inclinag¢&o correta do eixo 6ptico,
ser determinada a posigdo de um tamanho caracteristico do
perfil correspondente a cada imagem, sendo a inclinacéo

do eixo éptico ajustada para a posigdo do eixo éptico na
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qual a posicgdo do citado tamanho caracteristico do perfil
é igual a ou préxima da posicdo do tamanho caracteristico
correspondente a uma imagem para a gqual a reflexdo é
especular no centro da imagem.

3. Processo, de acordo com a reivindicacédo 1,

caracterizado pelo fato de o nivel médio de cinza de uma

linha da imagem ser determinado medindo o nivel de cinza
em um numero predeterminado de pontos e calculando o
valor médio dos niveis de cinza medidos nestes pontos da
linha.

4. Processo, de acordo com a reivindicacéo 2,

caracterizado pelo fato de um tamanho caracteristico do

citado perfil ser escolhido entre o grupo compreendendo o
maximo e o centro de gravidade do perfil.
5. Processo, de acordo com a reivindicacéao 1,

caracterizado pelo fato de o corpo cilindrico (4) ser um

cilindro siderurgico.
6. Processo, de acordo com a reivindicacéo 1,

caracterizado pelo fato de a inclinac&o do eixo oéptico

ser medida e exibida.
7. Processo, de acordo com a reivindicacéo 1,

caracterizado pelo fato de a focalizacgdo do dispositivo

de inspecdo (1) ser ajustada.
8. Processo, de acordo com a reivindicacéao 1,

caracterizado pelo fato de a iluminagdo da zona da

superficie ser inspecionada e a sensibilidade do

dispositivo de inspecdo (1) ser ajustada.
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RESUMO

“PROCESSO PARA A INSPECAO DA SUPERFICIE DE UM CORPO
CILINDRICO”.

Em um processo para a inspegdo da superficie de um corpo
cilindrico e mais especialmente agquela de um cilindro
sidertrgico, pelo menos uma zona da superficie ¢&
observada por meio de um dispositivo de inspecdo tendo um
eixo o6ptico orientado para essa zona da superficie, com
uma visdo para determinar o estado da superficie. Para
esta finalidade, pelo menos uma imagem da zona fornecida
pelo dispositivo de inspecg¢do é capturada, pelo menos uma
das imagens capturadas é analisada, a andlise da imagem
ou imagens capturadas ¢é comparada com a andlise de uma
imagem de referéncia, sendo detectadas as diferencgas
entre a analise da imagem ou imagens capturadas e a
anadlise da imagem de referéncia, e pelo menos a
orientacdo do eixo o6ptico sendo ajustada de modo a pelo
menos reduzir e preferivelmente eliminar as diferencas
encontradas. O dispositivo pode incluir meios mecanicos

e/ou Opticos para ajustar a orientacdo do eixo éptico.
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